Unsere HIL-Testsysteme konnen mit Funk-
tionen zur Eigendiagnose des Testsystems
(Selbsttest) ausgestattet werden. Durch
automatisierte Testablaufe kann hiermit
jederzeit zeitsparend und ressourcenscho-
nend der Zustand des Testsystems ermittelt
und dessen korrekte Funktion nachgewie-
sen werden. Als Basis fur die Selbsttest-
durchfuhrung dienen die Komponenten
der Fehlerinjektion, die um die iSystem-
ReferenceCard zur hochgenauen Mes-
sung und Stimulation von Spannungen
und Stromen erweitert werden. Hierdurch
konnen die verschiedenen Signalpfade im
HIL-Testsystem Uber alle Baugruppen, Ka-
bel und Verbindungen hinweg funktional
gepruft werden.

Die zugehorigen generischen Testablaufe
basieren auf der iSyst Testsuite (iTestStudio
und TestToolkit) und werden durch eine
Konfigurationsdatei auf das jeweilige Test-
system parametrisiert. Die Durchfuhrung
des Selbsttests kann per Knopfdruck an-
gestolSen werden, woraus ein Testbericht
resultiert, der die korrekte Funktion des
Testsystems nachweist und im Fehlerfall
Funktionsausfalle lokalisiert. Probleme am
Testsystem konnen auf diese Weise zeit-
nah aufgedeckt und beseitigt werden,
wodurch Ausfallzeiten und daraus folgen-
de Verzdgerungen minimiert werden.
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